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Uktad do pomiaru starzeniowych zmian parametréw rezonatoréw kwarcowych

Przedmiotem wynalazku jest uktad do pomiaru starzeniowych zmian parametréw rezonatoréw kwarco=
wych.

Znany jest szerokopasmowy uktad mostkowy Scheringa stosowany do pomiaru admitancji dwdjnikéw,
w tym takze rezonatoréw kwarcowych, charakteryzujacy sie tym, ze posiada dwa regulowane elementy zrealizo-
wane jako kondensatory o zmiennej w spos6b mechaniczny pojemnosci, z ktérych jeden stuzy do zréwnowazenia
sktadowej biernej, a drugi do zréwnowazenia sktadowej czynnej admitancji badanego dwdjnika.

Niedogodnoscia uktadu z mechanicznie regulowanymi elementami rownowazacymi jest trudno$é realizacji
procesu réwnowazenia w sposdb zdalny, co bywa konieczne przy pomiarach, w ktérych badany rezonator umie-
szczony jest w wyizolowanej komorze a jednocze$nie niezbedne jest zachowanie jak najmniejszej odlegtosci
zaciskow rezonatora od ptaszczyzny pomiarowej uktadu.

Celem wynalazku jest umozliwienie doktadnego pomiaru starzeniowych zmian parametréw rezonatoréw
kwarcowych, pozostajacych wewnatrz wyizolowanej z otoczenia komory. Zadaniem wynalazku jest opracowanie
uktadu mostkowego do pomiaru starzeniowych zmian parametréw rezonatoréw kwarcowych, charakteryzujg-
cego sie zdalng regulacja, duza doktadnoscia pomiaru i prostotg obstugi.

Zadanie to zos‘Ea’ro osiagnigte przez skonstruowanie 'iktadu z czterogateZnym mostkiem, wspdtpracujg-
cym ze zrédtem sygnatu pomiarowego, zwtaszcza syntezerem czestotliwosci i wskaznikiem réwnowagi zwtasz-
cza mikrowoltomierzem selektywnym i posiadajacy cztery wezty potaczone w ten sposéb, ze miedzy pierwszym -
i drugim weztem dotaczony jest rezystor oraz miedzy drugim i trzecim weztem dotaczone jest szeregowe pota-
czenie rezystora i diody waraktorowej oraz migdzy trzecim i czwartym weztém dotaczony jest kondensator za$
migdzy czwartym i pierwszym weztem dotaczone jest réwnolegte potaczenie rezystora, kondensatora i badane-
go rezonatora oraz migdzy pierwszy i trzeci wezet wiaczony jest obwdd zasilania diody waraktorowej ztozony
z szeregowegdo potaczenia rezystora i Zrédta napiecia statego zabocznikowanego kondensatorem.

Uktad wedtug wynalazku umozliwia bezposredni pomiar zmian czestotliwosci rezonansowej i rezystancii
rezonatoréw kwarcowych. ‘

Uktad wedtug wynalazku posiada korzystne wtasnosci, jezeli chodzi o wptyw niestabilnosci elementéw
uktadu na doktadnosé pomiaru zmian czestotliwosci i rezystancji rezonatoréw.



86 803

M.

Btad pomiaru zmian czestotliwosci w uktadzie wedtug wynalazku wynika jedynie z okreslonych niestabil-
nosci nieregulowanych elementéw uktadu. Zastosowanie w zwigzku z tym wysokostabilnych elementéw pozwala
zminimalizowaé¢ ten btad, co nie jest mozliwe w tym samym stopniu w przypadku wystepowania elementéw
regulowanych, z uwagi na ich potencjalnie wieksza niestabilnosé. Natomiast ewentualny btad pomiaru zmian
rezystancji rezonatora spowodowany niestabilnoscig elementéw uktadu, w tym pojemnosci sterowanej elektrycz-
nie, jest fatwy do kontroli np. drogg poréwnawczych pomiaréw wysokostabilnych rezystoréow podstawuanych
w miejsce badanego rezonatora.

Zastosowanie uktadu wedtug wynalazku daje mozliwo$é realizacji stano.viska pomiarowego, w ktérym
wszystkie zwigzane z procesem pomiaru regulacje mogq byé dokonywane w sposéb zdalny, co jest szczeg6inie
istotne gdy badane rezonatory tacznie z uktadem pomiarowym znajduja 5|e wewnatrz wyizolowanej komory tak
jak to ma miejsce przy badaniu starzenia rezonatoréw kwarcowych.

Mozliwosé¢ minimalizacji potgczenia miedzy badanym rezonatorem a uktadem pomiarowym stwarza pers-
pektywe wykorzystania uktadu wedtug wynalazku w zakresie czestotliwosci ponad 100 MHz.

Uktad wedtug wynalazku w przyktadzie wykonania jest przedstawiony na zatgczonym rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia schemat uktadu mostkowego i przyktadowy sposéb jego potaczenia z niezbedng apa=-
raturg towarzyszaca, fig. 2 ogdlny schemat ideowy ukfadu wedtug wynalazku. Sygnat pomiarowy ze zrédta
napiecia o stabilnej i regulowanej czestotliwosci G, zwtaszcza syntezera -zestotliwosci, zasila za posrednictwem
transformatora symetryzujacego przekatng 2—4 mostka. Wezty 1 i 4, miedzy ktérymi dotaczony jest kondensa-
tor C4 réwnolegle z rezystorem R4, sq jednocze$nie punktami dotaczenia badanego rezonatora Q. Miedzy wezty
1—2 dotaczony jest rezystor R,, a miedzy wezty 3—4 kondensator C;. Jedynym regulowanym elementem
uktadu wedtug wynalazku jest dioda waraktorowa D, kt6ra wraz z szeregowym rezystorern R, dotaczona jest
miedzy dwa pozostate wezty 2—3. Obwdd zasilania diody waraktorowej, w postaci szeregowo potaczonych
rezystora Rg iregulowanegd 2rédta napiecia statego ED zabocznikowanego dodatkowo kondensatorem Cs,
dotaczony jest miedzy wezty 3—1 mostka, rownolegle z wejsciem wskaznika stanu rownowagi W zwtaszcza
mikrowoltomierza selektywnego. Pojemnosé Cp diody waraktorowej D rownowazy sktadowa czynng admitancji
badanego rezonatora. Sktadowa bierna admitencji rezonatora sprowadza sie do wartosci zerowej drogg regulacji
czestotliwosci sygnatu pomiarowego. '

Wartosci elementéw R;, R,, Rs, C3, C, dobrane sg w taki sposob, aby réwnowaga mostka wystepowata
przy czgstotliwosdci sygnatu pomiarowego réwnej czestotliwosci rezonansowej rezonatora Q, dla ktérej rezonator
stanowi czysta rezystancje Rr i odpowiedniej pojemnosci CD diody waraktorowej D réwnowazacej rezystancje
R. -
' W stanie réwnowagi spetnione sa nastepujace warunki

dp 1 C; 1

(1)
RI’ + R4 = Rl CD

C4——‘Q2 (2)

1

Zaleznosé 1 wigze pojgmnos‘»é Cp diody waraktorowej z wartoscig rezystancji R, rezonatora.

Dla dokonania pomiaru nalezy, drogg kolejnych regulacji czestotliwosci sygnatu pomiarowego i napiecia
sterujacego diodq waraktorowsg ED' doprowadzié¢ do zaniku napiecie U. obserwowane wskaznikiem réwnowagi
W, ‘ . - :

Pomiar przeprowadzany jest regularnie w ciagu catego okresu badania starzenia rezonatora w odstepach
czasu okreslonych wymaganiami zawartymi w odpowiedniej normie. R6znica miedzy rezultatami kolejnych po-
miaréw a rezultatem pomiaru-dokonanego na poczatku okresu badari, wykreslone w funkcji czasu badania, sq
miarg efektu starzenia rezonatora kwarcowego. »

- ’ Zastrzezenie patentowe

Uktad do pomiaru starzeniowych zmian parametréw rezonatoréw kwarcowych z czterogateZnym most-
kiem, wspdtpracujacym ze Zrédtem sygnatu pomiarowego zwtaszcza syntezerem czestotliwosci i wskaznikiem
rownowagi zwtaszcza mikrowoltomierzem selektywnym i posiadajacy cztery wezty potaczone w ten sposdb, ze
migdzy pierwszym i drugim weztem dotaczony jest rezystor oraz migdzy trzecim i czwartym weztem dotaczony -

- - - -
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jest kondensator za$ miedzy czwartym i pierwszym weztem dotaczone jest rownolegte potaczenie innego rezy-
stora i kondensatora i badanego rezonatora, znamienny tym, ze miedzy dwa wezty (2—3) dotaczone jest
szeregowe potaczenie diody waraktorowej (D) i rezystora (R, ) oraz miedzy dwa pozostate wezty (1—3) wiaczo-
ny jest obwéd zasilania diody waraktorowej (D) ztozony z szeregowego potaczenia innego vezystora (Rs) i Zréd-
ta napiecia statego (ED) zabocznikowanego kondensatorem (Cs).
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